DIN SPEC 1994:2017-02 (D)

Prifung von Materialien fur die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Anionen in

schwachen Sauren

Inhalt

0 )
1 Anwendungsbereich......——————————————————
2 B2 0y T 1D 17
3 00D 111 = L)
4 Kurzbeschreibung.......commmsssssssssssssssssssssssssssssssss
5 LT Yo 1 174 L) o
5.5 KalibrierloSung ...
5.1.1 Herstellung der KalibrierloSung .......c.coummsmmmmsmsmssssmsmsmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
5.1.2 Kalibrierlésungen fiir die Standardaddition.......oummmmmm———————
6 = | T,
7 Probenvorbereitung........sssss——————————
8 DUrChfilRIUNG .o s
8.1 AllGEIMEINES ....cucciinirrisisissss s R e e
8.2 Ermittlung der Schaltzeitpunkte.......oss,
8.3 2= 10 T3 o
8.4 L T 11
9 R 1) ot 1= o
10 2 N1 113 o 110

Anhang A (informativ) Beispielchromatogramme und Flussschaltbilder
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